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MATERIAŁY ELEKTRONICZNE Nr 3 /59/ - 1987 

a. SENKARA: „Analiza zjawiska wtórnego spiekania kompozytowych materiałów stykowych 
typu metal-metal w łuku elektrycznym". 

W pracy przedyskutowano zjawisko spiekania zachodzące w warstwie powierzchniowej 
styków podczas ich pracy, na podstawie analizy termodynamicznej i wyników badań. 
Mechanizm spiekania i tworzenia się pęknięć przedstawiono przy pomocy kapilarnego 
modelu materiału kompozytowego, 

Ł, KACZYSISKI , A, SZUMMER: „Ilościowa mikroanallza rentgenowska pierwiastków lekkich. 
Porównanie wyników metod korekcyjnych", 

W pracy omówiono modyfikację własnej metody korekcyjnej, w poprawce czynnika absorp-
cji zmieniono wyrażenie na funkcję transmisji elektronów n /Jz/. Metodę własnę oraz 
metody Ruste'a i Sevjella Love Scotta porównano z wynikami doświadczalnymi dla wzor-
cowych próbek. Wszystkie trzy metody mogę być stosowane w korekcji ilościowej mikro-
analizy rentgenowskiej. 

R. WADAS: „Interpretacja zjawisk magnetooptycznych". 

Wyjaśniono zjawiska Ramana, dwójłomności i skręcenia płaszczyzny polaryzacji w kry-
ształach magnetycznych. Wnioski wyciągnięte dla magnetyków rozcięgnięto na dielek-
tryki . 

http://rcin.org.pl



MATERIAŁY ELEKTRONICZNE Nr 3 /59/ - 1987 

3. SENKARA: "Analysis of secondary sintering phenomena of composite contact materials 
metal-metal type in the electric arc". 

The paper presents the discussion of sintering phenomena occuring in the surface 
layer of contacts during their work, basing on the thermodynamic analysis and expe-
rimental studies. The mechanism of sintering and crack generation has been presen-
ted on the capillary model of composite material. 

Ł. KACZYŃSKI, A. SZUMMER: „A quantitative x-ray microanalysis of light elements. 
Comparison of methods". 
In the paper a modification of the authors'method of correction has been described. 
In the correction of absorption the equation mas changed for the function of elec-
tron transmission in the depth. The authors' method and that of Ruste's and Sewell 
Love Scott's mere compared mith experimental results for stechiometrical standards. 
All the three methods can be successfully applied in the correction of quantitative 
x-ray microanalysis. 

R. WADAS: „Explanation of the magnetooptical effects". 
Raman effect, linear birefrigence and Faraday effect in the magnetic crystals had 
been explained. The conclusions for magnetic crystals are utilised to explain the 
optical effect in the dielectric crystals. 
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H, C3HKAPAI „AnajiHS JiBJieHim sTopH ÎHORO cnexaHan KOHHOS HT^HOHHUX KOHTaKTHUx MaTepHâ noB 
B ojieKipHlecKofi ayre". 
B paCoie flHCOKyiHpoBaHO asjieHHe cneKaHHa B noBepxHOOT^jioM cjioe KOHiaKTOB BO BPBMH HX 
paÖOTH, Ha ocHOBe TepMOflHHajiHMeCKoro anajiHsa H pesyjiŁiaTOB HsxepeHHit. MexaHHsu onexa-
HHa H BOSHHKHOBHSHHa TpeHHH npBflOTaBJlëH npH nOMOHH KanHJIJiapHOa UOABHH K0ll^03H^H0HH0^0 
MaiepHajia. 

JI. KAIHHbCKH, A. UOTIMEPi „KoJiHieCTBeHHuB paHTreHOBOKHB uHKpoaHaaH3 jiërKHX ajteMeBiOB. 
CpasHeHHe PEAYATTATOB KOPPEKUHOHMIX MBTO«". 
B paCOTe onHCaHHft KoppeimHOHHHa Meiofl aBTopoB, npHiieHHeioifl B penireHOBCKOM MHKpoaaaaHse 
aërKHX DJIEMEHTOB. B OTOM METOFLE, B (Jr̂ Ki;Hli H0HH3ai;HH B rjiyCane BHeoeHH HaiieHeHHH (JiyH-
KUHH norJiomeBHÄ aaeKipoHOB. PeayjiŁiaiu OIIHTOB, AJia CTexHOMeipHiecKHx oÔpasrioB, opas-
HHBaaHOb o OTBe<Ia»ąHMH HU OTHOCHTejIi.HBIMH HanpflXeHHHMH : aBTOpOB, PyOTO, Cmjiojiba JlBOBa 
CKOTia, 3TH Meioflu MoryT SHTB H0n0Jib30BaHH ÄJM KoppeKuHH KOJiHiecTBeHHoro peHireHOBo-
Koro MHKpoaHajiHsa Bcero oÔT>ëMa ojieueHTOB. 

P. BAÄAC : „OßacHeHHe uarnHTOonTHiecKHX 3(jx{ieKT0B". 
OSaCHBHO oijxfeKT PaMana, flsyjiyionpeJiOMJieHHe H OiJxfeKi $apa;(aH B MarHHiHHX KpHOiajiJiax. 
BuBOflti CfleiaHHe A M MarnHTKHX KpnCTajjioB npHMeneHO ÄJIH flnejieKTpHieCKHx KpHOiaJiJiOB. 
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I N F O R M A C J Ą D L A A U T O R Ó W 

Redakcja M A T E R I A Ł Ó W E L E K T R O N I C Z N Y C H uprzejmie prosi Autorów o prze-
strzeganie podanych niżej wskazówek: 

1. Objętości artykułów nie powinny przekraczać 15 stron maszynopisu łącznie 
z rysunkami i tabelami. 

2. Artykuły powinny być napisane na pojedynczych arkuszach formatu A4, jedno-
stronnie z Interlinia (co drugi wiersz), z marginesem 3,5 cm ż lewej strony Na ar-
kuszu nie powinno być więcej niż 31 wierszy po 65 znaków. Wszystkie strony 
powinny być numerowane. 

3. Na marginesie tekstu należy zaznaczyć miejsca, w których powinny być umie-
szczone rysunki i tabele. 

4. Wszystkie tabele i zestawienia (unikać zbyt dużych) należy wykonywać osobno, 
nie w maszynopisie całego artykułu, w 2 egzemplarzach na oddzielnych arku-
szach i numerować kolejno. U góry każdej tabeli podać tytuł objaśniajacy. 

5. Artykuły należy nadsyłać w 2 egzemplarzach; powinny być dołączone krótkie 
streszczenia w języku polskim, rosyjskim i angielskim, również w 2 egzempla-
rzach, także przetłumaczony tytuł artykułu. 

6. Wzory należy numerować kolejno cyframi arabskimi w nawiasach okrągłych. 
7. Rysunki powinny być nadsyłane w 1 egzemplarzu, nie wklejone do tekstu, lecz 

załaczone oddzielnie w usztywnionej kopercie. Spisy rysunków zawierajace te-
ksty napisów pod rysuhkami należy sporządzać oddzielnie (niezależnie od tekstu 
artykułów) w 2 egzemplarzach. Rysunki należy wykonywać na przezroczystej 
kalce, tuszem. 

8. Fotografie powinny być ostre i wykonane na białym błyszczącym papierze foto-
graficznym. Numery fotografii i powiększenie należy podawać na odwrocie -
ołówkiem. Numeracją należy objąć rysunki 1 fotografie łącznie. W przypadku gdy 
istotne jest rozmieszczenie fotografii, zamieszczenie dodatkowych wskaźników 
lub skali - prosimy o sporządzenie makiety (niezależnie od fotografii do reprodu-
kcji). 

9. Po zakończeniu artykułu należy podać wykaz literatury, wymieniając kolejno na-
zwisko autora i pierwszelitery imion, pełny tytuł dzieła, tytuł czasopisma, numer 
tomu i zeszytu, miejsce wydania-i rok, ewentualny numer strony. Pozycje wy-
kazu literatury powinny być ponumerowane, w tekście powołania na numer po-
zycji w nawiasach kwadratowych, np. ^ l " . 

10. Słownictwo techniczne, jednostki miar, skróty najważniejszych oznaczeń wiel-
kości we wzorach muszą być zgodne z terminologią przyjętą przez Polskie 
Normy i Międzynarodowy Układ Miar (SI). 

11. Maszynopis powinien być bezwarunkowo przejrzany i czytelnie poprawony 
przez Autora. Nazwy fonetyczne użytych liter greckich lub innych oznaczeń na-
leży podawać ołówkiem w lewym marginesie. 

12. Redakcja zastrzega sobie prawo przeprowadzania drobnych zmian redakcyj-
nych, niezlDędnych skrótów, korekty stylistycznej Itp. 

13. Fakt nadesłania pracy do wydrukowania w ,,Materiałach Elektronicznych" uwa-
żany jest za równoznaczny z oświadczeniem Autora, że praca nie była druko-
wana ani wysłana do druku w żadnym innym czasopiśmie krajowym lub zagrani-
cznym. 

14. Maszynopis artykułu należy zaopatrzyć pełnym imieniem.i nazwiskiem Autora 
oraz nazwą 1 adresem Instytucji. W oddzielnej notatce prosimy o podawanie ty-
tułu naukowego lub zawodowego oraz adresu domowego Autora (celem prze-
słania honorarium). W przypadku artykułu opracowanego przez zespół Autorów 
prosimy o podanie procentowego udziału autorskiego. Bez tych danych honora-
rium będzie dzielone na równe części. 

http://rcin.org.pl



http://rcin.org.pl



C E N T R U M N A U K O W O - P R O D U K C Y J N E 
M A T E R I A Ł Ó W E L E K T R O N I C Z N Y C H 
ul. Konstruktorska 6 02-673 W A R S Z A W A http://rcin.org.pl




